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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Erkennen eines ein Zielmineral enthaltenden Objektes

(57)  Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Erkennen eines ein Zielmineral
enthaltenden mineralischen Objektes (14) aus einem
sich im freien Fall befindlichen Schittgutstrom (16) aus
einer Vielzahl von Objekten (14) verschiedener Materia-
lien, wobei die an einem vorbestimmten Bereich des
Schittgutstromes (16) vorbei fallenden Objekte (14) mit
Licht beaufschlagt werden und wobei dass von den Ob-
jekten (14) zuriickkommende Licht von einer Zeilen- oder
Matrixkamera (24) erfasst und einer Auswerteeinheit
(26) zugefiihrt wird. Ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Erkennen eines Zielminerals der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, bei dem signifikante Unterschiede
zwischen dem Ziel- und dem Fremdmaterial auftreten,

um eine zuverlassige Unterscheidung zu erreichen, wird
dadurch erreicht, dass die Objekte (14) mit IR-Licht, vor-
zugsweise mit NIR-Licht beaufschlagt werden, dass das
IR-Licht mittels eines Filters derart gefiltert wird, dass nur
ein vorbestimmter Frequenzbereich des IR-Lichtes
durchgelassen wird, dass der vorbestimmte Frequenz-
bereich demjenigen Frequenzbereich entspricht, in dem
das vom Zielmineral zuriickgesandte IR-Licht eine ho-
here Lichtintensitat aufweist, als das zurtickgesandte IR-
Licht der anderen Materialien, dass das derart gefilterte
IR-Licht von der Zeilen- oder Matrixkamera (24) erfasst
und der Auswerteeinheit (26) zugeflihrt wird und dass
die Auswerteeinheit (26) ein Signal aussendet, sobald
die Lichtintensitat des erfassten IR-Lichtes einen vorge-
gebenen Grenzwert Uibersteigt.

Fig. 1
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erkennen eines ein Zielmineral enthaltenden Ob-
jektes aus einem sich im freien Fall befindlichen Schiitt-
gutstrom aus einer Vielzahl von Objekten gemal dem
Oberbegriff des Anspruches 1, eine Vorrichtung hierfiir
gemal dem Oberbegriff des Anspruches 4 und ein Ver-
fahren zur Herstellung der Vorrichtung gemaf dem Ober-
begriff des Anspruches 10.

[0002] Bei der Férderung von Mineralien, beispiels-
weise von Edelsteinen, Boraten (Colemanit), Talkum
oder dergleichen, im Tagebau oder im Rahmen eines
unterirdischen Bergwerkes werden beiihrem Abbau mei-
stens andere unerwiinschte Materialien, wie zum Bei-
spiels andere Mineralien, Steine oder sonstige Fremd-
stoffe mitgeférdert. Das gewonnene Material wird fir die
weitere Verarbeitung bis zu einer vorher bestimmten
GroRe von typischer Weise 0,5 mm bis 350 mm Durch-
messer zerkleinert. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt das ge-
suchte Zielmaterial und der Fremdstoffin einer Mischung
als Schuttgut vor, wobei auch Objekte vorkommen, die
teilweise Fremdstoff und teilweise das Zielmineral auf-
weisen. Beim Fremdstoff unterscheidet man zwischen
unbrauchbarem Taubgestein und wirtschaftlich verwert-
baren Mineralien. Fiir eine wirtschaftliche Weiterverwer-
tung der Zielmineralien missen nun zunachst einmal die-
jenigen Objekte aus dem bergménnisch geférderten Ma-
terial herausgetrennt werden, die vollstédndig oder teil-
weise aus dem Zielmineral bestehen.

[0003] Hierzu ist aus der DE 195 04 932 A1 bekannt,
die geforderten Objekte mittels eines Férderbandes ei-
ner Sortiereinheit zuzufiihren, wobei die Objekte Gber die
gesamte Breite des Foérderbandes verteilt und dort ver-
einzelt sind, und wobei die Objekte einen Schittgutstrom
bilden, der sich beim Verlassen des Forderbandes in ei-
nem freien Fall befindet. Diese im Schittgutstrom frei
fallenden Objekte werden mit sichtbarem Licht beauf-
schlagt und dass von den Objekten reflektierte Licht be-
sitzt dann eine bestimmte Farbe welche von entspre-
chenden Kamaras erfasst wird. Mittels einer Auswerte-
einheit werden dann die empfangenen Farben dahin ge-
hend ausgewertet, an welcher Stelle des Schiittgut-
stroms ein ein Zielmineral aufweisendes Objekt vorhan-
den ist. Dieses Objekt wird dann mit einer entsprechend
kurzzeitig aktivierten Luftdise aus dem Schuttgutstrom
herausgeblasen und in einem bereitgestellten Behalter
gesammelt.

[0004] Um dieses Verfahren wirtschaftlich durchfiih-
ren zu kdnnen, missen die Zielmineralien eine signifikant
andere Farbe des Lichtes reflektieren, als die Fremdma-
terialien. Weil die einzelnen Farbunterschiede nicht im-
mer sehr grof} sind, ist fur die Durchfihrung des Verfah-
rens eine entsprechend saubere Umgebungsluft erfor-
derlich, da zum Beispiel Staub, Wasserdampf oder an-
dere Verunreinigungen in der Luft das Erkennen der je-
weiligen Farbe erschweren.

[0005] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
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dung die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Erkennen eines Zielminerals der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, bei dem signifikante
Unterschiede zwischen dem Ziel- und dem Fremdmate-
rial auftreten, um eine zuverladssige Unterscheidung zu
erreichen.

[0006] Als technische Lésung dieser Aufgabe wird er-
findungsgemaR ein Erkennungsverfahren mit den Merk-
malen des Anspruches 1, eine Vorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruches 4 und ein Herstellungsverfahren
mit den Merkmalen des Anspruches 10 vorgeschlagen.
Vorteilhafte Weiterbildungen dieser Verfahren und die-
ser Vorrichtung sind den jeweiligen Unteranspriichen zu
entnehmen.

[0007] Ein nach dieser technischen Lehre ausgefiihr-
tes Verfahren und eine nach dieser technischen Lehre
ausgebildete Vorrichtung haben den Vorteil, dass beim
Einsatz von Infrarotlicht, insbesondere von NIR-Licht mit
einer Wellenlange von 800 nm bis 10.000nm, jedes Mi-
neral ein individuelles IR-Licht emmitiert, welches flr je-
des Mineral eine typische Spektraleigenschaft aufweist.
Somit kdnnen anhand der Spektraleigenschaften Ruick-
schllisse dahingehend gezogen werden, um welches Mi-
neral es sich handelt. Gleichzeitig besitzen die Spektral-
linien der einzelnen der einzelnen Mineral an unter-
schiedlichen Stellen sogenannten Peaks, das heifl3t Wel-
lenldngen besonderer hohen Lichtintensitat. Geht man
nun hin und wahlt eine Wellenlange aus, in der das Ziel-
mineral einen Peak aufweist, wahrend die anderen im
Schittgutstrom vorkommenden Materialien in diesem
Bereich keinen Peak aufweisen, so kann aufgrund des
Vorhandenseins dieses Peaks in dem bestimmten Wel-
lenldngenbereich darauf geschlossen werden, dass es
sich hierbeiumdas Zielmineral handelt. Durch das Filtern
des IR-Lichtes wird gewabhrleistet, dass lediglich der ge-
wilinschte Wellenlangenbereich von der Kamera erfasst
wird, so dass das Vorhandensein einer hohen Lichtin-
tensitat auch das Vorhandensein des Zielminerals indi-
ziert.

[0008] Vereinfacht ausgedriickt bedeutet dies, dass
die Kamera lediglich feststellen muss, on an einem be-
stimmten Ort innerhalb des Schiittgutstromes eine hohe
Lichtintensitat vorliegt, um zu indizieren, dass es sich
hierbei um ein Zielmineral handelt. Eine derartige binare
Situation liefert leicht erkennbare Signale, so dass ein
solches Erkennungssystem auch in einer staub- oder
wasserdampfbelastenden Umgebung eingesetzt wer-
den kann. Hieraus ergibt sich unter anderem, dass der-
artige Erkennungssysteme auch unter Tage in der Mine
eingesetzt werden kénnen mit dem Ergebnis, dass die
nicht bendtigten Fremdstoffe vor Ort belassen und gar
nicht erst zu Tage gefoérdert werden brauchen, was wie-
derum zu einer erheblichen Einsparung von Férderko-
sten fhrt.

[0009] Durch den Einsatz einer Zeilen- oder Matrixka-
mera ist es mdglich, einen breiten Schiittgutstrom quasi
Online zu erfassen und dennoch zu erkennen, an wel-
cher Stelle innerhalb des Schiittgutstromes das Zielmi-
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neral vorliegt. Aufgrund der erkannten Position des Ziel-
minerals wird dann beispielsweise eine Druckluftdiise an
der gewlinschten Stelle aktiviert, um das das Zielmineral
enthaltende Objekt aus dem Schiittgutstrom heraus in
einen gesonderten Behalter zu beférdern.

[0010] In einer vorteilhaften Ausfihrungsform ist der
Filter innerhalb der Kamera zwischen dem Objektiv und
dem lichtempfindlichen Sensor angeordnet. Dies hatden
Vorteil, dass auch hier ein Verschmutzen des Filters ver-
mieden wird, da sich dieser innerhalb des Kamerage-
hauses befindet.

[0011] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform hat es
sich als vorteilhaft erwiesen, den Frequenzbereich nicht
groRer als 50 nm, vorzugsweise jedoch nur 30 nm, aus-
zubilden. Es hat sich gezeigt, dass ein derart enger Fre-
quenzbereich ausreicht, um dem Peak im Spektralbe-
reich des Zielminerals zu erfassen. Ein weiterer Vorteil
dieses engen Frequenzbereiches bestehtdarin, dass un-
erwlinschte Nebenpeaks nicht erfasst werden.

[0012] Idealerweise wird der Frequenzbereich durch
Bestimmen der Halbwertbreite des Peaks festgelegt. Die
Halbwertbreite ist derjenige Bereich des Peaks, bei dem
die Halfte der maximalen Lichtintensitat des Peaks er-
reicht ist.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausfliihrungs-
form ist die Lichtquelle als Quarzréhrenlichtquelle aus-
gebildet. Dies hat den Vorteil, dass hierdurch eine lini-
enférmige Lichtquelle zum Einsatz kommt, die ihr Licht
zumindest Uber einen gréfReren Teil der Breite des
Schittgutstromes ausstrahlt.

[0014] In einer ganz bevorzugten Ausfiihrungsform
werden zwei oder auch vier derartige Quarzréhrenlicht-
quellen eingesetzt, die um den Schiittgutstrom herum
angesiedelt sind.

[0015] In einer anderen, bevorzugten Ausfihrungs-
form sind vier Lichtquellen um den Schittgutstrom herum
angeordnet, wobei zwei Lichtquellen oberhalb und zwei
Lichtquellen unterhalb der Kameraebene vorgesehen
sind, und wobei zwei Lichtquellen diesseits und zwei
Lichtquellen jenseits des Schittgutstromes vorgesehen
sind. Damit einher geht auch der Einsatz von zwei ver-
schiedenen Kameras, damit der Schuttgutstrom sowohl
diesseits, als auch auf der anderen Seite kameratech-
nisch erfasst wird. Dies hat den Vorteil, dass hierdurch
auch derartige Objekte den Zielmineralien zugeordnet
werden, die nur teilweise aus Zielmineral bestehen und
deren anderer Teil aus einem Fremdmaterial besteht.
Beim Einsatz nur einer einzigen Kamera bestiinde die
Gefahr, dass nur das Fremdmaterial detektiert wird, so
dass dieses Objekt nicht erkannt und somit nicht wirt-
schaftlich genutzt werden kann.

[0016] Beim Einsatz von drei oder vier Kameras, vor-
zugsweise in einer Ebene um den Schiittgutstrom herum,
wird die Prazision der Erkennung entsprechend weiter
erhoht.

[0017] In einer weiteren, bevorzugten Ausfiihrungs-
form ist die Lichtquelle so ausgebildet, das diese polari-
siertes Licht einer einstellbaren Schwingungsebene aus-
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sendet. Dies hat den Vorteil, dass hierdurch der Kontrast
der Lichtsignale erhdht wird, so dass eine noch bessere
Erkennung mdglich ist. Dabei hat es sich als vorteilhaft
erwiesen, die Schwingungsebene dem jeweiligen Erken-
nungsvorgang anzupassen, um optimale Ergebnisse zu
erzielen.

[0018] Das erfindungsgemafie Verfahren und die er-
findungsgemafe Vorrichtung kann nicht nur bei Edelstei-
nen wie Diamanten oder dergl. oder Talkum eingesetzt
werden, sondern auch bei Boraten (Bohrsalz) wie z. B.
Colemanit oder anderen Mineralien, die infrarotaktiv
sind.

[0019] Weitere Vorteile des erfindungsgemafen Ver-
fahrens und der erfindungsgemafRen Vorrichtung erge-
ben sich aus der beigefiigten Zeichnung und den nach-
stehend beschriebenen Ausfiihrungsformen. Ebenso
kénnen die vorstehend genannten und die noch weiter
ausgefihrten Merkmale erfindungsgemaf jeweils ein-
zeln oder in beliebigen Kombinationen miteinander ver-
wendet werden. Die erwdhnten Ausflihrungsformen sind
nicht als abschlieRende Aufzahlung zu verstehen, son-
dern haben vielmehr beispielhaften Charakter. Es zei-
gen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Darstellung der erfin-
dungsgemalfien Vorrichtung in Seitenansicht;

[0021] Fig. 1 die Vorrichtung gemaR Fig. 1 in Frontan-
sicht.
[0022] In den Fig. 1 und 2 ist in schematischer Dar-

stellung eine Vorrichtung zum Erkennen eines ein Ziel-
mineral enthaltenden Objektes dargestellt, wobei eine
Vielzahl von Objekten unterschiedlicher Mineralien tber
entsprechende Foérderbander 10, 12 zugefiihrt werden.
Auf diesen Forderbandern 10, 12 ist eine Vielzahl von
Objekten 14 angeordnet, die sich Uiber die gesamte Brei-
te des Forderbandes 10, 12 verteilen. Die einzelnen Ob-
jekte 14 kénnen eine Grofe bis zu 350 mm im Durch-
messer aufweisen, kbnnen aber auch nur ein Durchmes-
ser von 0,5 mm haben. Dabei sind die Objekte 14 auf
den Forderbandern 10 und 12 derart sortiert, dass nur
Objekte ahnlicher GréRe gleichzeitig zum Einsatz kom-
men, wobei die Streuung Faktor 3 nicht Gibersteigen soll-
te.

[0023] Am Ende des Férderbandes 12 fallen die ein-
zelnen Objekte 14 in einem Schittgutstrom 16 von die-
sem herunter und befinden sich fortan im freien Fall. Da-
bei verlauft der Schiittgutstrom einer Kriimmungsoder
Parabellinie, deren Verlauf stark von der Geschwindig-
keit der Objekte 14 und der Neigung des Fdérderbandes
12 abhéngt.

[0024] In einem gewissen Abstand vom Férderband
12 ist ein vorbestimmter Bereich 18 ausgewahlt, um den
herum vier Nahinfrarotlicht (NIR-Licht) ausstrahlende
Lichtquellen 20 angeordnet sind. Dabei sind zwei Licht-
quellen 20 oberhalb und zwei Lichtquellen 20 unterhalb
des vorbestimmten Bereiches angeordnet, wahrend
zweiLichtquellen 20 rechts und zwei Lichtquellen 20 links
neben dem Schittgutstrom 16 angeordnet sind.

[0025] Orthogonal zum vorbestimmten Bereich 18 ist
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eine virtuelle Kameraebene 22 vorgesehen, in der zwei
Zeilen. oder Matrixkameras 24 vorgesehen sind. Im In-
neren der Kamera 24 ist zwischen dem Objektiv und dem
lichtempfindlichen Sensor ein hier nicht dargestellter Fil-
ter eingebaut. Beide Kameras 24 sind mit einer Auswer-
teeinheit 26 verbunden, die wiederum mit einer hier nicht
naher dargestellten Evaluierungseinheit verbunden ist.
Die Evaluierungseinheit ist an eine Anzahl von Diisen 28
angeschlossen, mit denen ausgewahlte Objekte 14 aus
dem Schittgutstrom 16 herausbeférdert werden kénnen.
[0026] Die Evaluierungseinheit wertet die von der Aus-
werteeinheit 26 kommenden Signale dahingehend aus,
an welcher Stelle der Breite des Schittgutstromes 16
sich ein ein Zielmaterial enthaltendes Objekt 14 befindet
und aktiviert die dazugehorige Diise 28, so dass das Ziel-
objekt 14 aus den Schittgutstrom 16 herausgeblasen
und in einem Behalter 30 gesammelt wird. Alle anderen
Objekte 14 passieren die Disen 28 und fallen in einen
weiteren Behalter 32.

[0027] Das Verfahren zum Erkennen eines ein Zielmi-
neral enthaltenden Objektes 14 wird nachfolgend naher
beschrieben: Mineralien, wie beispielsweise Diamanten,
Borate, Colemanit, Talkum oder dergleichen sind infra-
rotaktiv. Das heil’t, diese Mineralien werden durch den
Empfang von IR-Licht, insbesondere NIR-Licht angeregt
und emmitieren ein eigenes IR-Licht mit einem individu-
ellen Spektralverlauf. Das heillt, jedes Mineral imitiert
NIR-Licht mit Peaks (Wellenbereich hoher Lichtintensi-
tat) in einem anderen Wellenldngenbereich. Folglich
kann man durch Erstellen einer Spektralanalyse heraus-
finden, in welchem Wellenlangenbereich, z. B. Colema-
nit, Peaks, also Stellen hoher Lichtintensitat, aufweist.
Fihrt man eine solche Spektralanalyse fiir alle oder fast
alle Mineralien und andere Materialien innerhalb eines
Schittgutstromes durch, so lasst sich durch eine Diffe-
renzanalyse ein Wellenlangenbereich finden, in dem nur
das Zielmineral, hier Colemanit, ein Peak aufweist, wah-
rend die anderen Mineralien in diesem Wellenlangenbe-
reich eben kein oder zumindest kein signifikantes Peak
aufweisen. Ist ein solcher Wellenldngenbereich gefun-
den, so wird ein Filter, insbesondere ein Bandpassfilter
erstellt, der ausschlieRlich den gefundenen Wellenlan-
genbereich des NIR-Lichtes hindurchlasst.

[0028] Es verstehtsich, dass eine solche Spektralana-
lyse nicht zwingend fiir alle Mineralien des Schiittgutstro-
mes durchgefiihrt werden muss, jedoch erhoht sich die
Préazision der Sortierung umso mehr Mineralien durch
Spektralanalyse erfasst werden. Auch ist es mdglich,
dass im Schittgutbereich neben Mineralien (kristalline
Struktur) andere Materialien, wie z. B. anorganische Stof-
fe, Stoffe mit amorphen Strukturen, Kunststoffe oder der-
gleichen, vorhanden sind. Auch hier gilt, das Vorherge-
sagte analog, d. h. fir die Durchfiihrung des erfindungs-
gemalen Verfahrens ist es nicht schadlich, wenn im
Schiittgutstrom andere Fremdmaterialien als Minerale
vorkommen, jedoch erhéht es die Sortierqualitat, wenn
auch diese anderen Materialien infrarotaktiv sind oder
vorher auf andere Art und Weise aussortiert werden.
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[0029] Die zu untersuchenden Objekte 14 werden von
einem Foérderband 12 herantransportiert und verlassen
das Forderband 12 in einem freien Fall. In einer Kame-
raebene 22 ist auf jeder Seite des Schiittgutstromes 16
je eine Kamera 24 angeordnet. In dieser Kamera 24 ist
der hier nicht néher dargestellte Filter zwischen dem Ob-
jektiv und dem lichtempfindlichen Sensor der Kamera 24
angeordnet.

[0030] Das von den Lichtquellen 20 ausgestrahlte IR-
Licht trifft von beiden Seiten auf den Schiittgutstrom 16
in einem vorbestimmten Bereich 18, wobei die einzelnen
Objekte 14 des Schittgutstromes 16 aus vier verschie-
denen Richtungen mit IR-Licht beaufschlagt werden. Da-
bei emmitieren die Objekte 14 jeweils ein individuelles
IR-Licht, welches von den Kameras 24 erfasst wird.
Durch das Ausfiltern des IR-Lichtes bis auf einen kleinen
Wellenlangenbereich von vorzugsweise 30 nm, maximal
jedoch 50 nm wird erreicht, dass die Kamera 24, falls
vorhanden, nur den Peak des Zielminerals als hellen
Lichtpunkt wahrnimmt. Das heil3t, fiir jeden Ort im vor-
bestimmten Bereich 18 des Schittgutstromes 16 kann
die Kamera 24 mittels des Lichtsensors feststellen, ob
dortLichtvorhandenist oder nicht, weshalb tber die Aus-
werteeinheit 26 sehr zuverlassig festgestellt werden
kann, ob sich an der betreffenden Stelle ein Zielmineral
enthaltendes Objekt befindet oder auch nicht.

[0031] Beim Einsatz einer Zeilen- oder Matrixkamera
ist es mdéglich, den Schuttgutstrom 16 zeilen- oder ma-
trixweise abzutasten und durch das bindre Erkennungs-
system ist es leicht moglich, einen bestimmten Punkt auf
den lichtempfindlichen Sensor einen bestimmten Punkt
innerhalb des Schittgutstromes zuzuordnen, so dass die
Evaluierungseinheit die entsprechende Dise 28 aktivie-
ren kann, um das Zielobjekt 14 aus dem Schittgutstrom
16 herauszublasen.

[0032] Der Wellenldngenbereich bestimmt sich nach
der GréRe und dem Verlauf des Peaks, wobei der Anfang
und das Ende des Wellenlangenbereiches demjenigen
Punkt entspricht, andem der Peak gerade noch die Halfte
seiner Lichtintensitat aufweist.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Erkennen eines ein Zielmineral ent-
haltenden Objektes (14) aus einem sich im freien
Fall befindlichen Schittgutstrom (16) aus einer Viel-
zahl von Objekten (14) unterschiedlicher Materiali-
en, wobei die an einem vorbestimmten Bereich des
Schuttgutstromes (16) vorbei fallenden Objektes
(14) mit Licht beaufschlagt werden und wobei dass
von den Objekten (14) zurlickkommende Licht von
einer Zeilen- oder Matrixkamera (24) erfasst und ei-
ner Auswerteeinheit (26) zugefiihrt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Objekte (14) mit IR-Licht, vorzugsweise mit
NIR-Licht beaufschlagt werden, dass das IR-Licht
mittels eines Filters derart gefiltert wird, dass nur ein
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vorbestimmter Frequenzbereich des IR-Lichtes
durchgelassen wird, dass der vorbestimmte Fre-
quenzbereich demjenigen Frequenzbereich ent-
spricht, in dem das vom Zielmineral zuriickgesandte
IR-Licht eine hohere Lichtintensitat aufweist, als das
zurlickgesandte IR-Licht der anderen Materialien,
dass das derart gefilterte IR-Licht von der Zeilen-
oder Matrixkamera (24) erfasst und der Auswerte-
einheit (26) zugefihrt wird und dass die Auswerte-
einheit (26) ein Signal aussendet, sobald die Licht-
intensitat des erfassten IR-Lichtes einen vorgege-
benen Grenzwert Ubersteigt.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass als IR-Licht Nahinfrarotlicht (NIR-Licht) ver-
wendet wird.

Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii-
che,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Kamera (24) das zuriickgesandte IR-Licht
des gesamten,

vorbestimmten Bereiches (18) erfasst.

Vorrichtung zum Erkennen eines ein Zielmineral ent-
haltenden Objektes (14) aus einem sich im freien
Fall befindlichen Schittgutstrom (16) aus einer Viel-
zahl von Objektes (14) unterschiedlicher Materiali-
en, mit einer einen vorbestimmten Bereich des
Schittgutstromes (16) mit Licht beaufschlagenden
Lichtquelle (20), mit einer Zeilen- oder Matrixkamera
(24) zum Erfassen des von den Objekten (14) zu-
rickkommenden Lichtes und mit einer Auswerteein-
heit (26) zum Auswerten des erfassten Lichtes,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Lichtquelle (20) IR-Licht, vorzugsweise
NIR-Licht, aussendet, dass ein Filter vorgeseheniist,
der nur einen vorbestimmten Frequenzbereich des
IR-Lichtes durchlasst, wobei der vorbestimmte Fre-
quenzbereich demjenigen Frequenzbereich ent-
spricht, in dem das vom Zielmineral zuriickgesandte
IR-Licht eine héhere Lichtintensitat aufweist, als das
zurtckgesandte IR-Licht der anderen Materialien.

Vorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass in einer Ebene um den vorbestimmten Bereich
herum zwei, drei oder vier Kameras (24), vorzugs-
weise aquidistant angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Filter als Bandpassfilter ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Filter einen Frequenzbereich des IR-Lich-
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10.

1.

12

tes von maximal 50 nm, vorzugsweise 30 nm auf-
weist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Lichtquelle (20) als Quarzréhrenlichtquelle
ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Lichtquelle (20) polarisiertes Licht einer
einstellbaren Schwingungsebene aussendet.

Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zum Er-
kennen eines ein Zielmineral enthaltendes Objektes
(14) aus einem sich im freien Fall befindlichen
Schittgutstrom (16) aus einer Vielzahl von Objekten
(20) unterschiedlicher Materialien, insbesondere
nach einemder Anspriiche 4 bis 9, mitden folgenden
Schritten:

A: Durchfuhren je einer Spektralanalyse fur im
Wesentlichen alle im Schiittgut befindlichen Mi-
neralien;

B: Erstellen einer Differenzanalyse und Ermit-
teln eines Frequenzbereiches, im dem das Ziel-
mineral IR-Licht mit einer hdheren Lichtintensi-
tat aussendet, als das von den anderen Mine-
ralien ausgesandte IR-Licht;

C: Bereitstellen eines Filters, der nur den ermit-
telten Frequenzbereich des IR-Lichtes durch-
lasst;

D: Bereitstellen einer lichtempfindlichen Vor-
richtung, die die Lichtintensitat des erfassten IR-
Lichtes bestimmt; und

E: Bereitstellen einer Auswerteeinheit (26).

Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich an Schritt D folgender Schritt anchlief3t:

F: Bestimmen der Halbwertbreite des Peaks
und Festlegen dieser Halbwertbreite als Fre-
quenzbereich.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass Schritt E wie folgt ausgefiihrt wird:

E1: Bereitstellen einer Auswerteeinheit (26) die
die Lichtintensitat des erfassten IR-Lichts ermit-
telt, diesen Wert mit einem vorgegebenen
Grenzwert vergleicht und ein Signal aussendet,
sobald der Grenzwert Uberschritten wird.
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